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Imagerie de phase quantitative par
interférométrie a décalage quadri-latéral.
Application au domaine des rayons X durs.

A

Depuis la découverte des rayons X par Wilhelm Rontgen en 1895, I'imagerie radiographique utilise
essentiellement le contraste d’absorption. Cette technique est efficace uniquement si les objets étudiés
comprennent en leur sein des corps élémentaires avec des caractéristiques d’absorption suffisamment différentes.
Ainsi, on peut détecter une lésion osseuse avec une radiographie, mais on préférera diagnostiquer une Iésion
ligamentaire par une IRM.

Depuis les années 2000 et les travaux du Pr Momose, une autre piste d’'imagerie X est explorée. Plutot que
de mesurer les variations d’absorption, ce sont les variations de phase introduites a la traversée de I’échantillon
qui sont analysées. Méme si les variations d’indice entre matériaux sont trés faibles pour le domaine des X, de
I'ordre de 10 °, la trés grande sensibilité des interféromeétres a réseaux permet de les mesurer.

L'objectif de cette these a été de développer un interférometre original, du type a décalage
quadri-latéral, le plus simple possible d’emploi, pour des environnements contraints. Celui-ci, n’utilisant qu’un
unique réseau de phase et une source de rayons X polychromatique large bande, a été monté et testé sur une ligne
de lumiére du Synchrotron Soleil. Il a permis d’obtenir des images de phase quantitatives de divers échantillons
pour plusieurs applications : biologie, contréle industriel non-destructif et métrologie des miroirs en rayons X.

Mots Clés : Imagerie de phase, rayons X, interférométrie a réseau, rayonnement synchrotron
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*Image de phase d’'un moustique piégé dans de I'ambre
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